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LAQO - PRUMYSLOVE SYSTEMY, S.R.O.

VEDECKE APLIKACE - LASERY, LASEROVA TECHNIKA, OPTIKA, OPTOELEKTRONIKA,
VEDECKE PRISTROJE A SYSTEMY

Firma LAO (Lasery a Aplikovana Optika) plisobi na trhu od roku 1992 a za dobu svého plsobeni
ziskala s laserovymi a optickymi aplikacemi nékolikaleté zkuSenosti.

Zabyvame se laserovou technikou, optikou, optoelektronikou a méficimi systémy nejen v priimyslové
sfére, ale i v oblasti védeckych aplikaci, kde nabizime Siroky rozsah produkti i sluzeb.

Oblasti, na které se ve védecké sfére naseho pusobeni soustred’'ujeme, Ize rozdélit v podstaté do péti

zakladnich skupin:

Lasery, laserové systémy a prislusenstvi

Optické komponenty

Optomechanické prvky pro vybaveni laboratofi
Optoelektronické komponenty a detekéni systémy

Mérici pristroje a systémy

Bohaty rozsah produkta a sluzeb

Jiz 15 let zkuSenosti s produkty
pro védu a vyzkum

Zakaznicka reseni
Technicka podpora a lokalni servis

Individualni pristup ke kazdému
zakaznikovi

Nasi hlavni dodavatelé pro védecké aplikace:

Coherent, Lasos, Quantel, CVI Melles Griot,
Hamamatsu, LOT-Oriel, Andor, Electrophysics,
Zygo, Ocean Optics, Micropack, MicroMaterials,
Quantum Design, KLA Tencor, SphereOptics,
Specim, Sios, Woollam, Xenics, Xradia

Na Flofe 1328/4, 143 00 Praha 4, tel.: 241 046 800
e-mail: laser@lao.cz, www.lao.cz
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NABIZENE PRODUKTY

Lasery, laserové systémy a prislusenstvi

He-Ne lasery

lon lasery - argonové, kryptonové a HeCd lasery

Diodové laserové moduly, laserové diody a diodové bary

DPSS - diodové ¢erpané pevnolatkové lasery

Pulsni lasery

Laditelné barvickové a OPO lasery

Ti:Safirové lasery

PIV lasery

Geratory vyssich harmonickych frekvenci

Ultrarychlé (femto a piko sekundové) laserové systémy, zesilovace
Prislusenstvi k laserim - méraky vykonu, diagnostika svazku, ochranné bryle a dalsi

Optické a optomechanické prvky

. Cocky, zrcadla, hranoly, déliée svazku, okénka, polarizaéni prvky, optické filtry
« Optické lavice, drzaky optiky, optické drahy
+ Posuvné a rotacni stolky, motorizované posuvy, nhanopolohovaci systémy

Optické stoly a desky, systémy pro tlumeni vibraci
.

Optoelektrické komponenty a detekéni systémy

CCD prvky, EMCCD a ICCD detektory, InGaAs senzory, linearni diodové rady
Fotodiody, fotonasobice, multikanalkové zesilovace obrazu

CCD digitalni kamery, termo kamery, streak kamery

Infradetektory, X-ray detektory

Detekce pro ¢asové rozliSitelnou a Ramanovskou spektroskopii, LIBS a dal$i metody
Prohlize¢e a kamery pro NIR a IR oblast

Mérici pristroje a systémy

Online plazma monitorovaci systémy
Laboratorni monochromatory a spektrografy
Viaknové spektrometry se Sirokym pfislusenstvim
Svételné zdroje, slunec¢ni simulatory
Reflektometry, interferometry

Elipsometry

Profiloméry optické, mechanické

AFM systémy

Magnetometry, supravodivé systémy
Systémy pro nanointendaci

Adaptivni optické systémy

1ISO 9001:2001
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OPTIKA A OPTOMECHANIKA

Nase nabidka zahrnuje kompletni sortiment optiky a optomechaniky.

Nabizime jak jednotlivé zakladni optické a optomechanické komponenty tak i moznosti kompletniho
vybaveni védeckych laboratofi €i experimentalnich pracovist'.

Nasim mottem je neprodavat pouze zbozi, ale Ffeseni.

Proto jsme schopni navrhnout kompletni FeSeni pracovisté dle potireb kazdého zakaznika. At’' uz se
jedna o bézné laboratore, vyrobni haly nebo velice presné experimenty, kde je zapotrebi precizni
vedeni optického svazku na pneumatickych tlumenych stolech.

Nasim hlavnhim dodavatelem v této oblasti je firma CVI Melles Griot, ale v pfipadé potieby jsme
schopni nabidnout specialni optické a optomechanické komponenty od dalSich dodavatel(.

Optické a optomechanické prvky

« Coéky, zrcadla, hranoly, déliée svazku, okénka, polarizaéni prvky, optické filtry
- Optické lavice, drzaky optiky, optické drahy

 Posuvné a rotacni stolky, motorizované posuvy, nanopolohovaci systémy

« Optické stoly a desky, systémy pro tlumeni vibraci

Firma CVI Melles Griot vznikla slou¢enim firmy Melles Griot, se kterou jsme dlouhodobé
spolupracovali, a firmou CVI.

| Toto slouceni vyraznym zpisobem rozsifilo nasi nabidku optickych a optomechanickych
| komponent, zvlasté optiky pro vysoké vykony a energie. Dale pak zejména moznosti
aplikace reflexnich a antireflexnich vrstev.

Na Flofe 1328/4, 143 00 Praha 4, tel.: 241 046 800
e-mail: laser@lao.cz, www.lao.cz
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DETEKTORY

Fotonasobice

Si fotodiody

InGaAs fotodiody

DalSi polovodic¢ové detektory

Detektory obrazu - InGaAs, CCD, NMOS, CMOS a dalsi prvky
Fotonasobice

Multikanalkové zesilovace obrazu

X-ray detektory

Kompaktni moduly s integrovanymi detektory

Systémy pro detekci

Spickové detekéni systémy pro fyzikalni, chemické a
biologické aplikace

CCD, ICCD, EMCCD, InGaAs, X-ray kamery
Zobrazovaci i spektroskopické verze

16 bit AD pfevodnik

Chlazeni az na -100°C

Vysoka kvantova ucinnost - az 95%

T TR T

Tl
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SVETELNE ZDROJE

Kompletni sortiment svételnych zdroji do laboratore pro védu, vyzkum a pramysil

Mame ma bohaté zkusenosti s prodejem laboratornich svételnych zdroji do védy i pramyslu.

Od roku 1995 aktivné spolupracujeme s firmou LOT-Oriel, ktera tehdy v Evropé nabizela uceleny
sortiment vyrobka mateiské firmy Oriel USA. Jednalo se o rozsahly katalogovy sortiment
svételnych zdroju, ale i dalSich prvkl pro spektroskopii a fotoniku.

Vzhledem k faktu, ze znacka Oriel diky nékolikanasobnych fizim vymizela z trhu, firma LOT-Oriel se
osamostatnila a uz v roce 2005 predstavila ucelenou fadu svych vilastnich vyrobkii v oblasti
svételnych zdroju a sluneénich simulatoru.

Svételné zdroje a\

Deuteriové lampy: 160 az 400 nm Pulzni Xe obloukové lampy: 180 az 2500 nm

* zanedbatelny vystup ve viditelné oblasti « vysoky Spickovy vykon

+ hladké a spojité spektrum « vhodné pro studium rychlych déju (us pulzy)
+ vhodné pro UV spektroskopii s nejlepsSim « vysoky vykon v UV oblasti

S/N pomérem pro méreni v UV
« dostupné i kalibrované verze

Obloukové lampy: 200 az 2500 nm IR prvky: 700nm az 40 um

- vysoka hustota ozareni « vhodné pro IR spektroskopii

 moznost vytvoreni intenzivniho + dostupné prvky s riznou emisivitou
kolimovaného svazku « dlouha zivotnost

« vysoky vystup v UV oblasti
» vhodné pro simulaci sluneéniho spektra

Halogenové lampy: 250 az 2700 nm

* vynikajici stabilita

» spojité spektrum

« vhodné pro radiometrické a fotometrické
aplikace

« vysoky celkovy vystup ve viditelné oblasti

300W Xe svételny zdroj

Solarni simulatory

« trida AAA s velikosti pole az 300 x 300 mm
« riuzna solarni spektra (vyménitelné filtry)

» dostupnai UV verze

Volitelné prislusenstvi pro vytvoreni kolimovaného svazku, navazani do viakna, drzaky
kfiItrt"J, svétlovody a dalsi.

Mottem nasim i naseho dodavatele, firmy LOT-Oriel, nebyl jen katalogovy prodej bez
technické podpory, ale hlavné potieba vystihnout zakaznikovu aplikaci, poradit spravné
fesSeni a najit optimalni sestavu.

Ne vzdy je vhodné se ridit heslem “¢im vice vykonu, tim Iépe”, ale je tfeba brat v ohled

'\ takeé velikost vyboje, jeho zobrazeni na vzorek nebo do stérbiny monochromatoru,

Radi se s Vami podélime o nase dlouholeté znalosti a zkuSenosti a navrhneme reseni dle
Vasi aplikace.

Na Flofe 1328/4, 143 00 Praha 4, tel.: 241 046 800
e-mail: laser@lao.cz, www.lao.cz
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MONOCHROMATORY A SPEKTROGRAFY

Monochromatory a spektrografy

typ Czerny - Turner

Ohniskova vzdalenost az 750 mm

Motorizovana otoc¢na hlava se tremi mfizkami
Moznost volby jednoho ¢i dvou vstupt a vystup
Jedinécna presnost, rozliSeni a opakovatelnost
Modularni systém s volbou rozsahlého pfislusenstvi

-

OMNI 300 s filtrem

Zobrazovaci spektrografy

typ Czerny - Turner nebo Echelle

Ohniskova vzdalenost az 750 mm

Motorizovana oto¢na hlava se tremi miizkami
Moznost volby jednoho ¢i dvou vystupu
Jedinécna presnost, rozliSeni a opakovatelnost
Siroka nabidka mrizek a prislusenstvi

-

SHAMROCK 300

s kamerou iDus

Vlaknové spektrometry

Malé kompaktni spektrometry s vihknovym vstupem

USB 4000 - zakladni model

HR 4000 - verze s vysokym rozliSenim

QE 6500 - verze s TE chlazenym detektorem

NIRQUEST - model pro NIR oblast (az 2,5)
NEW JAZ - autonomni mobilni modularni

spektrometr
- Siroké moznosti konfigurace
- bateriové napajeni
- display pro rychly nahled spektra
- vynikajici pro praci v terénu
- vlastni mikroprocesor umoziuje praci
bez PC
NEW Maya 2000 - spektrometr s vysokou citlivosti v UV
oblasti

Moznost konfigurace dle aplikace (spektralni rozsah,
rozliSeni, citlivost, vicekanalové verze atd.)

Siroka skala prislusenstvi: svételné zdroje, opticka
vlakna, mérici pripravky a sondy, drzaky vzorku a kyvet,
pritokové cely, aplikacni sety

,@M

= H\\\\Q

USB 4000 HR 4000

NIRQUEST

ISO 9001:2001



PRISTROJE A MERICI SYSTEMY

Nové nabizime celou §kalu pristroji a méficich zarizeni, které doposud v nasi nabidce chybély.
Muazeme se tak pochlubit magnetometry, nanoindentaci, elipsometry, mikroskopy atomarnich sil,
profiloméry, tvrdoméry apod.

S ohledem na oblasti pouziti miizeme aktualné nabidnout pfristroje pro analytické aplikace,
materialovy vyzkum, pro méreni povrchovych vlastnosti a mérici systémy pro oblast
nanotechnologii.

Oblast analytickych pristroju N\

Monochromatory

Spektrografy

Viaknové spektrometry

Detektory a kamery

Prohlizec¢e a kamery pro NIR a IR oblast
Radiometry

Detekéni systémy

Vétsinu z téchto pristroji mame v nabidce od samého pocatku, nékteré typy jsou nové, jako napr.
analyzator velikosti ¢astic. Jedna se o zarizeni firmy CPS Instrument, které kombinuje tradi¢ni
ovérené metody s vyhodami modernich technologii.

\.

Méreni vlastnosti povrchu

Elipsometry

Reflektometry

Nano a mikro tvrdoméry

Hrotové profiloméry

Bezdotykové interferenc¢ni 3D profiloméry
Optické interferometry

Tyto pristroje obecné méri vlastnosti tenkych
vrstev, at’ uz z hlediska optickych viastnosti, tak
i mechanickych, méri kvalitu optickych ploch,
vrstev ¢i povrchl obecné, méfi tloust’ku vrstvy
a napéti ve vrstvé, sleduji mechanické
vlastnosti z hlediska jejich odolnosti,

otéruvzdornosti, teplotni stalosti apod.

K pavodné nabizenym interferometrim pro
hodnoceni kvality optickych ploch firmy ZYGO
a mechanickym profiloméram firmy KLA-Tencor
jsme pridali elipsometry a nano €i mikro
tvrdomeéry.

Nabizime kompaktni spektralni elipsometry s
fixnim ahlem ¢i modularni systémy s
ménitelnym uhlem, moznosti rychlého skenu,
rozsahy od hlubokého vakua az po dalekou IR
~Hoblast, verze ex-situ nebo in-situ.

! S
Vi S AW
TAEFE—

Na Flofe 1328/4, 143 00 Praha 4, tel.: 241 046 800
e-mail: laser@lao.cz, www.lao.cz
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PRISTROJE A MERICI SYSTEMY
\

agnetometry (SQUID, vibraéni, Kerrtiv, Moke ...)
Systémy pro méieni magnetickych ¢&i fyzikalnich vlastnosti materiala A

- Vysokoteplotni supravodivé magnety a materialy

Supravodivé magnetické systémy a komponenty
Kryogenni systémy a komponenty
Infracervené vyhné pro rust krystalu

Magnetometr od
Quantum Design

Kromé riznych typu pristroji od rady svétovych dodavatelli nabizime také jednotlivé komponenty
do uz stavajicich systému, prikladem mohou byt vysokotlaké cely firmy easyLab rozsirujici
moznosti magnetometri apod. Obecné tyto pristroje slouzi pro studium a materialovy vyzkum, at’
uz z hlediska magnetickych ¢i obecné fyzikalnich vlastnosti materiala.

Fotovoltaika A

Solarni (sluneéni) simulatory

« Méreni a analyza I-V kfivky ! -
. stvterpy pro c'harakterlzaCI solarnich ¢lanku Systém pro méfeni o+ . . -
+ Méfeni spektralni odezvy -V kiivky D :

Elipsometry a profiloméry pro fotovoltaiku
Analyza ¢lanku ve vyrobé (drsnost, izolace hran ...)

Ze svého Sirokého portfolia produktt jsme schopni
nabidnout kompletni “fotovoltaické” reseni.

\.

Dalsi pristroje a systémy

« Online plazma monitorovaci systémy

- Streak kamery, termokamery a kamery pro IR oblast

+ Interferometry pro presné méreni polohy 3D obrazek z
- Detektory PDA a kamery CCD, EMCCD, ICCD, X-ray Mikro X-ray

» Vysokorychlostni kamery, streak kamery skeneru

« Systémy pro nedestruktivni testovani (krysi koleno -
. studie kosti)

Mikro a nano X-ray CT skener

V pripadé systému pro nedestruktivni testovani jde o pristroje, které vyuzivaji nedestruktivnich a
neinvazivnich technik pro testovani struktury, vliastnosti a defektt v riznorodych materialech.
Obecné se pouziva 3D rentgenové tomografie, elektronové mikroskopie, pulsni termografie, dale
cela fada mikroskopovych technik (emisni, teplotni, laserova mikroskopie), rentgenovych kamer,
skenert a dalSich.

ISO 9001:2001



LAO - primyslové systémy s.r.o.

Na Flofe 1328/4
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